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W. BLINKOW, S. CENDROWSKI, J. MRÓWCZYŃSKI, T. KLIMCZYK: \Nplyw warunków termicznego 
utwardzania na wytrzymałość chemiczną v/arstwy emulsji światłoczułej. 
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków termicznego hartowania (temperatury i 
czasu zapiekania) na rozkład grubości warstwy emulsji kazeinowej i jej wytrzymałość na działanie "-oz-
tworu trawiącego. Stwierdzono, że w zależności od wymaganego czasu trawienia, warunki termicznego 
utwardzania mogą ulegać zmianom w dużym zakresie, znacznie przekraczającym zalecenia literaturowe. 
Uzyskane wyniki mogą być przydatne w praktyce trawienia kształtowego. 

W. BLINKOW, S. CENDROWSKI, J. MRÓWCZYŃSKI, K. SZADKOWSKI: Badanie rozkładu grubości 
emułsji światłoczułych naniesionych na płyty metodą kontrolowanego wyciągania. 
W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu grubości emulsji światłoczułych naniesionych na płyty 
metodą kontrolowanego wyciągania. Stwierdzono, że zastosowanie podwójnego pokrywania w prze-
ciwnych kierunkach nie likwiduje zjawiska ,,klinowatości" występującego pr-ży pokrywaniu pojedynczym. 
Otrzymane wyniki mogą być przydatne w praktyce trawienia kształtowego i formowania galwanicznego. 

A. R. OLSZYNA, W. K. WŁOSIŃSKI, D. SOBCZYŃSKA, W TORBICZ: Nowe materiały dielektryczne do 
półprzewodnikowych przetworników jonoczułych typu łSFET. 
W artykule dokonano wprowadzenia w zagadnienie półprzewodnikowych przetworników jonoczułych 
typu ISFET ze szczególnym uwzględnieniem problemu materiałów bramkowych. Prezentowane są nowe 
materiały dielektryczne BN (borazon) i TajOg jako membrany przyrządów czułych na jony H* (wskaźnik 
pH). 

W. DRAMIŃSKA: Spektrograficzna metoda oznaczania zanieczyszczeń metalicznych w niobianie litu. 
Przedstawiono bezpośrednią spektrograficzną metodę oznaczania Nd, Cr, Mo, Fe, V, Pt, Pd, Au, Al w nio-
bianie litu LiNbOa. 
Dokładnie rozdrobnioną i wymieszaną z proszkiem grafitowym i chlorkiem sodu próbkę poddawano ana 
lizie spektralnej w łuku prądu stałego. Zakres stężeń oznaczanych pierwiastków: 7,5 10 " - 2%. 

W. SOKOŁOWSKA, W. DRAMIŃSKA: Spektrograficzna metoda oznaczania zanieczyszczeń metalicznych 
w węglanie litu i chlorku litu. 
Przeprowadzoną w węglan próbkę chlorku litu oraz próbkę węglanu litu, mieszano z proszkiem grafito-
wym i poddawano analizie spektralnej w tuku prądu stałego. Zakres stężeń oznaczanych pierwiastków: 
1 1 0 - " -
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W. BLINKOW, S. CENDROWSKI, J. MRÓWCZYŃSKI, T. KLIMCZYK: Influence of thermal conditions on 
thickness distribution of light-sensitive emulsion layer and its chemical resistance. 
The paper presents in what way thermal conditions, that is temperature and time of thermal hardening, 
influence thickness distribution of casein emulsion layer and its chemical resistance. It has been stated 
thatthermal conditions of hardening may vary significantly depending on etching time, considerably ex-
ceeding literature recommendations. 
The results of the tests may be recommended for practical use. 

W. BLINKOW, S. CENDROWSKI, J. MRÓWCZYŃSKI, K. SZADKOWSKI: Investigations of the thickness 
distribution of a light-sensitive emulsion layer, deposited on the plate^by dip-coating technique. 
The paper presents testing results of the thickness distribution of a light sensitive emulsion |«yer, depoti-
ted on the plate by dip-coating technique. It has been indicated that application of the dual-coating in the 
opposite direction does not el iminate the „wedge effect" observed at single coati ng. The obtained results 
determine l imitsof usability of the dip-coating technique and, at the same time, they may be employed in 
photoetching and electrofortning practice. 

A. R. OLSZYNA, W. K. WŁOSIŃSKI, D. SOBCZYŃSKA, W. TORBICZ: Using of ISFET with the new 
dielectrics thin films. 
The Ion Selective Field-Effect Transistor (ISFET) is a new integrated device composed of a conventional 
ion selective electrode and Metal-lnsulator-Semiconductor EFT. 
In this paper we investigate the suitability of/3-BN and TajOj as a pH-sensitive coating in the ISFET devi-
ces. 
We conclude the/J-BN and TajOj gate are also a good pH sensor (pH sensitivity ImV/pHI is theoretical 
value). ( 

W. DRAMIŃSKA: Spectrographic method for the determination of the metallic content in lithium niob»t» 
LiNbO, 
A direct spectrographic method for the simultaneous determination of Nd, Cr, Mo, Fe, V, Pt, Pd, Au, Al 
content in the lithium niobiateLINbOa is discussed. Samples were powdered and mixed with the graphite 
powder and sodium chloride. 
Determination were carried out with spectrum analysis at the direct current arc. Concentration range of 
determined elements is 7,5 1 0 " ' - 2 % . 

W. SOKOŁOWSKA, W. DRAMIŃSKA: Spectrographic method for the determination of metallic 
impurities in the lithium carbonate and lithium chloride. 
A spectrographic method for the determination of Fe, Mg, Al, Ca, Cu, Mn contens in the l i thium carbonate 
and lithium chloride is discussed. The lithium chloride sample was carbonated. This one and the lithium 
carbonate sample were mixed with the graphite powder and next tested at the direct current arc. The 
range of the elements concentration: 1 10" ' - 1 • 
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B. BHUHKOB, C. UEHflPOBCKH fl. MPyBHUHbCKH, T. Kf lUMHUK: Bnuftnueycnoeuu mepMu^ecKOP:o 
DY6NEHUN HO USIYIEHEHUE MO/iutUHbi R.nofi KASEUHOEOU SMynbCuu U ee XUMUNECK^'K) cmouKocmb. 

8 craTbe npeflciaBjieHbi peaynbTaibi ncc/ieflORaHnii BnnahUH yc/ioBnii lepMnnecKoro aySneHUR (leivine-
parypbi m BpeivieHM TepM006pa60TKM) na nsMeHeHneToninnHbi cnon KasenHoeoii cBeTOnyBCTBHTenbHoti 
SIViynbCMM M ee XHMUnCCKyiO CTOMKOCTb K BOSfleiiCTBHIO TpaBHribHOrO paCTQOpa. yCTaHOB/ieHO, 4T0 B 3a-
BMCMMOCTM OT Tpe6yeMoro BpeMOHM TpaaneHiiR, ycjioann TepMony6neHMa nsMeHHioTca b llmpokmx 
npeflenax, SHannTenbHO npeBocxoA'̂ iMMx peKOMeHflaqnn nuTeparypbi. nonyneHMMfe AaHHbie Moryr 
5biTb nonesHbi B npaxruKe paaiviepHoro ipaBnehUfl. ' 

a. BnUHKOB, C. UEHflPOBCKH, R. MPyBHUHbCKM, K. niMiV^OBCm. l/lccnedoeoHuepacnpedeneHun 
moniMUHhi nneHKU eeemo'^yecmeume^bHblx SMynbcuO, HOHeceHHbix HO nnacmuHbi MfmodoM KOH-
mponupyeMoeo ebim^eueoHUH. 
B CTaTbe npeflCTae/iCHbi peaynbiaTW ncc.neflOBaHnii pacnpeAeneHun ToniMUHbi nnenKH CBeTOHyacTBHTe-
n b H b i x SMyribCuii, n a H e c e H b i x Ha nnacTHHW c noMotubK) MeiOfla KOHTpo.nnpyeMoro BbiTHrnBaHna. Vcra-
HOBJieHo, HTO npuMeHSHMe ABoiiHoro noKpbiBaHuH B npOTHB0n0n0>KM0M Hanpas/ieHnn, He hmkbham-
pyer paneHUH „ K i i n n a " nwieKimero MBCTO npn OAHOKpaiHOM noKpbiBaHnn. nonyMeHHbie peaynbtaTbi 
onpeAe.nnKDT B03M0>KHbie rpannubi npuMeHeHUH cnocoSa ,,dip-coating", oflHOBpeivieHHO Moryi 6biTb 
McnonbsoBaHbi b npaKTUKe pasMepnoro TpaB/ieHMH n 3neKTf)0ct)0pMnp0BaHMfl. 

A. Or ibWUHA, B. BHOCUHbCKH, fl. COBHUHbCKA, B. TOPBHH: PpuMeHeHue noebix moHKUX nnenoK 
du^neKmpuKO e HCPT. 
HCDTaxo HOBbiM Tun iBepAbix aneicrpoAOB, KOTopwe ncno/ibsyioT sneKipoxuMUMecKne CBoiicTBa k!OHO-
ceneKTMBHbix MeM6p3H M acJjcpeKT nojiH nonynpoeoAHUKOBbix ycipoiicTB Ha ochobb MAfl -TpaHSMcro-
poB. B AaHHoii paSoie npoaeAeHbi 6bi/iM nccjieAoaaHUR no noHoceJieKTHBHbiM ivieivi6paHaM/i - BN m 
TazOsc npuMeHeHMSM HCDTb onpefle/ieHnn hohob H"" b pacTBope. ycTanoBneHO, hto c/ionyS-BN m TajOs 
BbiAepxMBaioT MCnbiraHne KaK MeM6paHbi ycrpoficTBa MCriT (pH HyBCTBurenbHocTb paBna reopei ime-
CKOii). 

B. APAIVlMHbCKA: CneKmpoepaipu^ecKuu Memod onpedeneHUH Memannu^ecKux npuMeceu 
B Huodame numuFi 
PaspaOoTaH cneiaporpactJUHecKnii MeroA onpeAeneHun cOAep>KaHnn Nd, Cr, Mo, Fe, V, Pt, Pd, Au, Al b 
HMofiare nmnH - LiNbOs. Tohho MaweiibHeHHyK) m nepervieujaHHyKj c yronbHbiM nopoiuKOM n xnopnAOivi 
Haipnn npo6y noAsepra/iM cneicrpajibHOMy ananMsy B Ayre nocToaHHorc xoKa. fluanaaOH KOHueHipa-
UHM onpsAejiaeMbix aneMeHTOB HaxoAHTcn b rpannnax 0,001 - 3%. 

B. COKOnOBCKA, B flPAIVIUHbCKA: CneKmpoepa<puHecKuu Memod onpedenenuH Memonnu'^ecKux 
npuMeceu e Kapdoname numuft u xnopude numuR. 
nepeseAeHHyK) b KapSonaT npooy xnopnAa nuTun, a TaK>Ke ripo6y KapSonara niiTun CMeujuBann c yro-
nbHbiM nopoLUKOM n noABeprann cneiapa/ibHOiviy anannay b Ayre nocTOHHHoro roKa. fluanaaoH 
KOHueHTpauuM onpeAenoeivibix srieivieHroB naxoAHTca b rpannLOx 1 • 10"" - 1 10"^%. 
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SADAl-JIE C E N T R Ó W D E F E K T O W Y C H W DIODACH E L E K T R O L U M I N E S C E N C Y J -

NYCH Z O a A s I O a A s ^ P 

l-x X 

W r o z p r a w i e o k r e ś l o n o g ł ę b o k i e poz iomy e n e r g e t y c z n e , p r z e k r o j e c z y n n e n a 

wychwyt n o ś n i k ó w ładunku i k o n c e n t r a c j e cent rów defektowych , i s t n i e j ą c y c h w 

wars twie z a p o r o w e j d y f u z y j n y c h diod e l e k t r o l u m i n e s c e n c y j n y c h ( D E L ) Z G a A s 

i Badeunia p r z e p r o w a d z o n o p r z y w y k o r z y s t a n i u pomiarów: t e m p e r a -

turowej z a l e ż n o ś c i prądu r e k o m b i n a c y j n e g o , c h a r a k t e r y s t y k p o j e m n o ś c i o w o - n a -

p i ę c i o w y c h , f o t o p o j e m n o ś c i o r a z prądu t e r m i c z n i e s tymulowanego. Do identyf ikac j i 

cent rów d e f e k t o w y c h w d i o d a c h z G-aAs w y k o r z y s t a n o wyniki a n a l i z y z a n i e -

c z y s z c z e ń , p r z e p r o w a d z o n e j dla w y j ś c i o w y c h monolcryształów p r z y p o m o c y 

spektrometru mas . W c e l u o k r e ś l e n i a mechanizmu wpływu centrów defektowych 

n a s p r a w n o ś ć kwantową i moc promieniowania d y f u z y j n y c h DEL z G a A s , p r z e d -

s tawiono model p r o c e s ó w r e k o m b i n a c y j n y c h , u w z g l ę d n i a j ą c y n i e j e d n o r o d n y r o z -

kład c z a s ó w ż y c i a e lek t ronów, d e t e r m i n u j ą c y c h ' s z y b k o ś ć r e k o m b i n a c j i promie-

n i s t e j i n i e p r o m i e n i s t e j w w a r s t w i e typu p. Model ten, o p r a c o w a n y p r z y p o m o c y 

e l e k t r o n i c z n e j t echnik i o b l i c z e n i o w e j , z o s t a ł potwierdzony e k s p e r y m e n t a l n i e . 
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